PROGRAMA Y CRONOGRAMA

Fundamentos de Microscopia Electronica de Transmision y
Barrido

Centro de Microscopia del IFIR - CONICET
Rosario, 1 - 12 de abril de 2019

Primer Semana:

e LUNES: 9-13hs
1. CONCEPTOS BASICOS

Introduccion a la microscopia electrénica de transmisién. Concepto de resolucion. Poder de
resolucion de un microscopio dptico y un electrénico. Concepto de profundidad de campo.
Interaccion de los electrones con la materia.

e LUNES: 14-18hs
2. DISPERSION ELASTICA DE ELECTRONES.

Particulas y ondas. Mecanismos de dispersion elastica. Seccion eficaz. Factor de dispersion
atémica. Factor de estructura. Ecuaciones de difraccién: condicién de Laue. Ley de Bragg.

e MIERCOLES: 9-13hs
3. PATRON DE DIFRACCION Y FORMULACION MATEMATICA.

Dispersion por planos atémicos: condicién de Laue. Necesidad del espacio reciproco. Red
reciproca: definicion del nuevo sistema. Esfera de reflexién o esfera de Ewald. Zonas de Laue.
Distancia de extincion.

e MIERCOLES: 14-18hs
4. ELINSTRUMENTO: MICROSCOPIO ELECTRONICO DE TRANSMISION Y BARRIDO.

Sistema de iluminacién: cafidén electrdnico. Lentes, aperturas y aberraciones. Plano eucéntrico.
Resolucidn practica debido a la aberracion esférica. Sistema de lentes condensadora. Lente
objetiva basica y la lente objetiva doble. Pieza polar Operacion de un TEM: haz paralelo y
convergente. Difraccién por drea selecta SAD. Fuente de errores en SAD. Error por aberracion
esférica

e JUEVES: 9-13hs
5. PREPARACION DE MUESTRAS.

Diversos tipos de muestras. Teoria y practica en el laboratorio
e JUEVES: 14-18hs (2 turnos)

Practica en el TEM



e VIERNES: 9-13hs
6. DIFRACCION POR VOLUMENES PEQUENOS.

Amplitud de la onda difractada emergente del espécimen. Efecto de lamina delgada. Difraccion de
particulas. Difraccidén de defectos de la red. Indexacién de patrones de difraccién. La proyeccién
estereografica

e VIERNES: 14-18hs (2 turnos)
Practica en el TEM
e FIN DE SEMANA

Cuestionario sobre los temas mas importantes

Segunda semana:

e LUNES: 9-13hs
7. OPTICA

Sistema dptico. Optica electrénica: cafidn, lentes, alineacidn del sistema dptico. Optica de nueva
generacion, corrector de aberraciones y mono-cromadores.

e LUNES 14-18hs
Practica en el TEM y eventualmente terminar de dar lo que no se concluyo por la mafiana.

e MARTES y MIERCOLES: 9-13hs
8. DIFRACCION

Lineas de Kikuchi. Orientacién precisa de la muestra. SAD.

Micro- y nano-difraccion (alineacidn y dptica del microscopio). Obtencién del patrén de difraccidn
de electrones por precesion (PED).

Difraccion dinamica. Ecuaciones de Howie & Wheelan. Error de excitacidén efectivo. Método de dos
haces y haz débil. Ondas de Bloch u superficie de dispersion.

Haz convergente CBED (método y determinacién de simetria)
e MARTES y MIERCOLES: 14-18hs
Practica en el TEM

e JUEVES: 9-13hs
9. IMAGENES

Microscopia electrénica de alta resolucion (HRTEM). Introduccién a contraste de fase.

Microscopia electrénica de transmision y barrido (STEM). Imdagenes incoherentes. La sonda de
electrones. El detector ADF.

Introduccion a Ronchigram para interpretar las aberraciones.



e JUEVES: 14-18hs
Practica en el TEM

e VIERNES: 9-13hs
10. MICROSCOPIA ANALITICA

Nano-andlisis, espectroscopia EDS. Detectores, andlisis cualitativo y cuantitativo. Sensibilidad de Ia
resolucidn espacial. Método Cliff-Lorimer. Mapeo EDS.

Conceptos basicos sobre EELS.

Procesamiento de datos. Analisis multivariable y procesamiento automatico. Nuevos métodos
estadisticos particularmente interesantes para el mapeo EDS de STEM

e VIERNES: 14-18hs

Cuestionario sobre los temas mas importantes



